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Przedmiotem wynalazku jest przymiar do wie-
lozakresowego odczytywania warto§ci z tasm po-
miarowych w postaci skali uzupeiniajgcej paten-
tu nr. 55686, p. t. ,Wielozakresowy przymiar do
odczytywania warto§ci na tas§mach pomiarowych”
uzywanej przy odczytywaniu rejestrowanych wska-
zan naprezenia sity przemieszczen lub innych wiel-
koéci z taém pomiarowych.

W patencie gléwnym na przykilad przy odczycie
wynikéw z pomiaréw mnaprezen metodg tensome-
tryczng trzeba bylo, w miektérych przypadkach w
zalezno§ci od wielko§ci modutu Iunga E i stalej

tensometrycznej K, przemnozenia wynikéw przez

stosunek w wypadku gdy ten stosunek

K . 106
E
K- 108
daje

byl rézny od 1. Skala wedlug wynalazku

mozliwo§é, zamiast wyzej wspomnianego

mnozenia przez stosunek E ,

K- 108

niej odczytu szukanych wymikéw.
Istota wynalazku polega ma tym, ze na wykona-
nej siatce przymiaru wedlug patentu glownego
nanosi sie druga siatke zaznaczong przerywanymi
Iiniami zbudowang wedlug zasady tegoz patentu,
a uwzgledniajgcg w zalezno$ci od wzoru popraw-

droxkomawniia na

ka na mnozen’e na przyklad przez stosunek
K- 108
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w wypadku pomiaréw tensometrycznych.

Przedmiot wynalazku pokazany jest przyklado-
wo na rysunku na ktérym £fig. 1 przedstawia przy-
miar z mnaniesionymi skalamfi, i zaznaczong linig
przerywang z punktami odpowiadajgcg cesze, fig.3
— dobér miejsca odczytu na skali pomiaru z
uwzglednieniem poprawki, fig. 4 — odczyt wykre-
su pomiaru na tasmie z uwzglednieniem poprawki.

Na fig. 1 pokazany jest przymiar wykonany na
sztywnym przezroczystym materiale z maniesiony-
mi liniami prostymi 1 oddalonymi od siebie o je-
dnakowe odleglo§ci mierzgc wadluz linii prosto-
padlej do linil zerowej, wychodzagcymi z jednego
punktu umieszczonego na linii zerowej 3 szeregu
prostopadlych a, b, ¢, d do linii zerowej, wybrang
cechg zaznaczong linig przerywang z punktami 2
wedtug patentu gléwnego oraz szeregu przerywa-
nych linii 4 wychodzgcych z tego samego punkiu
co linie proste 1 i oddalonych od linii reprezentu-
jacej ceche 2 na skali o wielko§é rowng odleglosci
linii zerowej 3 od linil cechy 2 pomnozonej przez

E
stosunek —
K . 106
trycznych.

W odmianie przymiaru przerywane linie moga
byé zastgpione przez listwe z naniesiong kreska
lub prostg krawedzig obracang, woké! punktu e
ktérego wychodza linie proste 1, do polozenia od-
powiadajgcego linii odpowiedniej warto$ci e.

w wypadku pomiaréw tensome-
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Powstaly w ten sposéb przymiar cechuje to, Ze
na jednej siatce naniesiona jest druga siatka spo-
rzadzona wedlug wspcemnianego opisu i moze byé
obserwowana przy pomoccy cptycznych ukladéw
powiekszajacych.

Postugiwanie sie przymiarem polega na tym, ze
na tasme pomiarowa (fig. 2) z zaznaczong cecha
wzorcowg 6 i z zarejestrowanym nie wiadomym
wynikiem po;miwéwru w postaci wykresu 7 naklada
sie propcnowany przymiar (fig. 3) w ten sposob,
ze linia zerowa 3 jest rownolegla do linii zerowej
5 na tadmie a wielko§¢é wzorcowej cechy 6 na wy-
kresie jest zawarta miedzy linig odpowiadajacej
cesze 2 na skali o odpowienig linig przerywanag 4.

Nastepnie po zapamietaniu miejsca w ktéorym
wizorcowa cecha na wykresie jest zawarta miedzy
wyzej wymienionymi liniami, lezy na przykiad na
pionowej linii e, przesuwa sie przymiar do miej-
sca odczytu zarejestrowanej wielkosci na wykre-
sie, przy czym linia zerowa 5 na wykresie musi
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4
pokrywaé sie z linig zercwag 3 na przymiarze fig.
4.po czym odczytuje sie wyniki pom’aru.

Zastrzezenia patentowe

1. Przymiar do wielczakresowego odczytywania
warto$ci z taSm pcmiarowych z plerwotng siatka
wykonang wediug patentu 55686 znamienny tym,
ze posiada dodatkowg siatke z przerywanych linii
(4) wychodzgceych z punktu lezgcego na linii zero-
wej (3) z ktorego tez wyprowadzone sg linie (1),
(2) pierwotnej siatki i pesiadajg odleglo$¢ réwna
odlegtosci cechy (2) cd linii zerowej (3) mierzonej
wzdiuz prostopadiej (¢) pomnozonej przez stosu-

0 .

I;iAT(}‘_- w wypadku pomiaréw tensometrycz-
nych, przy czym litera E oznacza modut Junga a
litera K stalg tensometryczng.

2. Odmiana przymiaru wedlug zastrz. 1 znamien-
na tym, ze zamiast drugiej siatki posiada listwe
z naniesiong kreska lub prosta krawedzig obracang
woko6! lezgcego na linii zerowej (3) punktu z kto-
rego wychodzg linie (1) i (2).
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